CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 31.080.01 Kvéten 2010

CSN

Polovodicové soucastky - Mechanické a klimatické zkousky - EN 60749-20
d.2

Cast 20: Odolnost v plastu zapouzdfenych SMD souéastek proti

kombinovanému pusobeni vihkosti a tepla pfi pajeni 35 5799

idt IEC 60749-20:2008

Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods -
Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering
heat

Dispositifs a semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et climatiques -
Partie 20: Résistance des CMS a boitiers plastique a I'effet combiné de I'humidité et de la chaleur de
brasage

Halbleiterbauelemente - Mechanische und klimatische Prifverfahren -
Teil 20: Bestandigkeit kunststoffverkappter oberflachenmontierbarer Bauelemente (SMD) gegenuber
der kombinierten Beanspruchung von Feuchte und Létwarme

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 60749-20:2009. Ma stejny status jako oficidlni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60749-20:2009. It has the
same status as the official version.

Nahrazeni prfedchozich norem

S G¢innosti od 2012-09-01 se nahrazuje CSN EN 60749-20 (35 8799) z prosince 2003, ktera do
uvedeného data plati soubézné s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma vyhodnocuje odolnost SMD soucastek v plastovych pouzdrech na kombinaci vihkosti

a tepla pfi pajeni. Norma specifikuje provedeni méreného vzorku a umisténi Cidel. Definuje podminky
a zplsob plsobeni vihkosti, predepsany pajeci proces IR a konvekéni pajeni, pajeni v parach a vinou.
Jsou uvedeny podminky pro olovnaty i bezolovnaty pajeci proces. Jedna se o destruktivni test.
Narodni predmluva

Upozornéni na pouzivani této normy

Soub&Zné s touto normou se mize do 2012-09-01 pouzivat dosud platnd CSN EN 60749-20 (35 8799)
z prosince 2003, v souladu s pfedmluvou k EN 60749-20:2009.



Zmeény proti pfedchozim normam

Norma EN 60749-20:2009 obsahuje vzhledem k normé EN 60749-20:2003 tyto hlavni zmény:
- sjednocuje klasifikaci EN 60749-20 a IPC/JEDEC J-STD-020C;

- odkaz EN 60749-35 misto pfilohy A v EN 60749-20:2003;

- dopliiuje bezolovnatou pajku;

- opravuje chyby v EN 60749-20:2003.

Informace o citovanych normativnich dokumentech

IEC 60068-2-20:2008 zavedena v CSN EN 60068-2-20:2009 (34 5791) Zkouseni vlivll prostfedi - Cast
2-20: Zkousky - Zkouska T: ZkuSebni metody na pajitelnost a na odolnost proti teplu pfi pajeni pro
soucastky s vyvody (idt EN 60068-2-20:2008)

IEC 60749-3 zavedena v CSN EN 60749-3 (35 8799) Polovoditové soucastky - Mechanické
a klimatické zkousky - Cast 3: Vn&jsi vizuaIni kontrola (idt EN 60749-3:2002)

I[EC 60749-35 zavedena v CSN EN 60749-35 (35 8799) Polovoditové soutastky - Mechanické
a klimatické zkousky - Cast 35: Akustickd mikroskopie pro elektronické sou¢astky zapouzdfené
v plastu (idt EN 60749-35:2006)

Vypracovani normy
Zpracovatel: VUT FEKT Brno, ICO: 00216305
Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



